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2. Data şi locul naşterii: 14 iulie 1962, Prisăcani, judeţul Iaşi 

 

3. Cetăţenie: Română 

 

4. Stare civilă: Căsătorit 

 

5. Studii:   1973 - 1981 – Colegiul "Costache Negruzzi" din Iaşi; diplomă de bacalaureat. 

1982 - 1987 – Institutul Politehnic "Gh. Asachi" din Iaşi (în prezent, Universitatea Tehnică 

"Gheorghe Asachi" din Iaşi), Facultatea de Electrotehnică, Secţia Automatizări şi 

calculatoare; diplomă de inginer. 

1993 - 1997 – Stagiu doctoral în specialitatea Sisteme automate la Universitatea Tehnică 

"Gheorghe Asachi" din Iaşi. Teza de doctorat cu tema "Contribuţii în testarea 

echipamentelor de conducere a proceselor", conducător ştiinţific prof.dr.ing. Corneliu 

Huţanu, susţinută în 2001. 
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8. Locul de muncă actual: Profesor universitar şi director de departament la Universitatea Tehnică   

 „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Departamentul de Calculatoare. 

 

9. Vechime la locul de muncă: 25 de ani 

 

10. Cursuri predate: Modelare şi simulare, Sisteme de timp real, Fiabilitatea sistemelor distribuite 

(curs de master), Evaluarea performanţelor, Ingineria programelor, Fiabilitate şi siguranţă în 

funcionare (curs de master).  



        Aplicaţii la alte discipline: Programarea calculatoarelor, Testarea sistemelor de calcul, Sisteme 

tolerante la defecte, Structuri de date şi algoritmi. 

 

11. Număr de cărţi sau capitole de carte: 7 

 

12. Număr de lucrări ştiinţifice : 70 

 

13. Număr de contracte de cercetare: 10 

 

14. Limbi străine cunoscute: engleză, franceză 

 

15. Domenii de competenţă: Testarea sistemelor digitale (în special, testarea memoriilor RAM), 

Fiabilitate şi siguranţă în funcţionare, Sisteme tolerante la defecte, Modelarea şi simularea sistemelor 

cu evenimente discrete, Procese Markov, Reţele Petri. 

16.  Funcţii de conducere şi de reprezentare 

- Directorul Departamentului de Calculatoare, Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Iaşi: 

decembrie 2005 – prezent. 

- Prodecan cu activitatea didactică, Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Iaşi, în perioada 

2002-2004; 

- Membru în Senatul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi: octombrie 2006- prezent. 
 

17.  Alte menţiuni 

- Editor la Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Secţiunea Calculatoare, în perioada 1998 – 

2008. 

- Evaluator ARACIS (2010). 
 

18.  Recunoaştere ştiinţifică 

 

 Membru în colectivul de redacţie al revistelor: 

 Buletin UTI – Automatică şi Calculatoare, ISSN: 1220-2169;                                 

 Journal of Computer Science and Control Systems, ISSN:1844-6043.        

 PC member la următoarele conferinţe internaţionale: 
 

 V Int. Conf. on Microelectronics and Computer Science, Chişinău, 2007; 

 VI Int. Conf. on Microelectronics and Computer Science, Chişinău, 2009; 

 Int. Conf. on Engineering of Modern Electric Systems, Oradea, 2009; 

 14th Int. Conf. on System Theory and Control, Sinaia, 2010; 

 Int. Conf. on Advances in Electro-Techologies, Oradea, 2010; 

 VII  Int. Conf. on Microelectronics and Computer Science, Chişinău, 2011; 

 IEEE 15th Int. Conf. on System Theory, Control and Computing, Sinaia, 2011; 

 IEEE 16th Int. Conf. on System Theory, Control and Computing, Sinaia, 2012; 

 IEEE 17th Int. Conf. on System Theory, Control and Computing, Sinaia, 2013 (ISI); 

 IEEE 19th Int. Conf. on Control Systems and Computer Science, Bucureşti, 2014; 

 IEEE 18th Int. Conf. on System Theory, Control and Computing, Sinaia, 2014; 

 VIII  Int. Conf. on Microelectronics and Computer Science, Chişinău, 2014; 



 IEEE 20th Int. Conf. on Control Systems and Computer Science, Bucureşti, 2015; 

 The 7th Balkan Conference in Informatics (BCI 2015), Craiova, 2015; 

 IEEE 19th Int. Conf. on System Theory, Control and Computing, Cheile Gradiştei - 

Fundata, 2015. 

 IEEE 20th Int. Conf. on System Theory, Control and Computing, Sinaia, 2016. 

 

19.  Burse şi mobilităţi externe: 
 

 Warsaw University of Technology, Iunie 1994  

 National Technical University of Athens, Mai 1997 

 University of Sheffield, Mai-Iulie 1999 

 

20. Telefon / Fax: +40-232-232430 

 

21. E-mail: cascaval@cs.tuiasi.ro 

 

22. Selecţie de lucrări ştiinţifice din aria tematică a tezei de doctorat cu titlul „Development of 

Applications in Cryptography, Testing and Detecting/Correcting Error Codes” elaborată de doamna 

asistent inginer Mirella Amelia MIOC, la care sunt membru în comisia de evaluare 
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